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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESONATEURS A QUARTZ - SPECIFICATION
DANS LE SYSTEME CEI D’ASSURANCE DE LA QUALITE
DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES (IECQ)

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation /mondiale de normalisation
composée de Iensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités r tionaux de la CEl). La CEl a

2 'satlon dans les

internationales. Leur élaboration est conhée a des comltés détudes 3 ueIs tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer Les organisati i \

Dans le but d'encourager lunificat

a appliquer de fagon transparente, : ible, i i
gionales. Teute divergence entre la norme de la CEl et la norme
e d' 3@ termes clairs dans cette derniére.

dans leurs normes nationales et r|

a spécification générique dans le Systéme CEIl d’assurance
ants électroniques (IECQ) pour les résonateurs a quartz.

La CEI 1178-3 constitue la spécification intermédiaire: Homologation.

La CEl 1178-3-1 constitue la spécification particuliére cadre: Homologation.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

49(BC)222 49(BC)239
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL UNITS - A SPECIFICATION
IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 1: Generic specification

FOREWORD

electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publi
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Na
the subject dealt with may participate in this preparatory work
non-governmental organizations liaising with the IEC aiso partjci
collaborates closely with the Internationai Organization for Staf

conditions determined by agreement between the two organizatiens

ication in the IEC Quality Assesssment System for
Electronic Cg , or quartz crystal units.

IEC 1178-2-1 forn e blank detail specification: Capability approval.
IEC 1178-3 forms the sectional specification: Qualification approval.
IEC 1178-3-1 forms the blank detail specification: Qualification approval.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on Voting

49(C0O)222 48(C0O)239
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Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & 'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants
¢lectroniques (IECQ).

@
N
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

@%
S
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RESONATEURS A QUARTZ - SPECIFICATION
DANS LE SYSTEME CEI D’ASSURANCE DE LA QUALITE
DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES (IECQ)

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités

1.1 Domaine d’'application

'agrément de savoir-faire ou par les procédés d’ho
'IEC QC 001002.

1.2 Références normatives

éditions les plus récentes des d
CEl et de I'I|SO possg e regi

séche Camplément A: 1976

CEl 68-2-3: 1969: Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ca: Essai
continu de chaleur humide
Amendement 1: 1984

CEIl 68-2-6: 1982, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Fc et guide:
Vibrations (sinusoidales)

Amendement 1: 1983

Amendement 2: 1985

CEl 68-2-7: 1983, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ga et guide:
Accélération constante
Amendement 1: 1986
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QUARTZ CRYSTAL UNITS - A SPECIFICATION
IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 1: Generic specification

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 1178 specifies the methods of test and general requi
crystal units of assessed quality using either capability approval o
procedures according to clause 11 of IECQ 001002.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provis ons( which\through' reference in this
gvision, and parties to
estlgate the possublllty of

IEC 68-2-3: 1969,
state
Amendment 1: 1984

nvironmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady

IEC 68-2-6: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc and guidance: Vibration
(sinusoidal)

Amendment 1: 1983

Amendment 2: 1985

IEC 68-2-7: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga and guidance: Acceler-
ation, steady state
Amendment 1: 1986
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CE! 68-2-14: 1984, Essais denvironnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai N:
Variations de température
Amendement 1: 1986

CEl 68-2-17: 1978, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Q:
Etanchéité
Amendement 4: 1991

CEIl 68-2-20: 1979, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai T: Soudure
Amendement 2: 1987

CEl 68-2-21: 1983, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai U: Robus-
tesse des sorties et des dispositifs de fixation
Amendement 1: 1985

CEIl 68-2-27: 1987, Essais d’environnement — Deuxiéme p
guide: Chocs

CEl 68-2-29: 1987, Essais d’environnement —
guide: Secousses

CEl 68-2-30: 1980, Essais d’
guide: Essai cyclique de chaleur
Amendement 1: 1985

CEl 68-2-32: 1975, Essais d’en
libre
Amendement 2: 1990

CEl 68-2-45: 1
guide: Im

Amendem nt 3./1992
Amendement 4: 1993

CEl 302: 1969, Définitions normalisées et méthodes de mesures pour les résonateurs
piézoélectriques de fréquences inférieures a 30 MHz

CEIl 410: 1973, Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributs

CEl 444-1: 1984, Mesure des paramétres des quartz piézoélectriques par la technique de
phase nulle dans le circuit en n — Premiere partie: Méthode fondamentale pour la mesure
de la fréquence de résonance et de la résistance de résonance des Qquartz
piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le circuit en nt
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IEC 68-2-14: 1984, Environmental testing - Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

Amendment 1: 1986

IEC 68-2-17: 1978, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing

Amendment 4: 1991

IEC 68-2-20: 1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering
Amendment 2: 1987

IEC 68-2-21: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of termina-
tions and integral mounting devices
Amendment 1: 1985

IEC 68-2-27: 1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea\and gt

heat, cyclic (12+12-hour cycle)
Amendment 1: 1985

IEC 68-2-32: 1975, Environmental tes - Test Ed: Free fall

ing — Pa

Amendment 2: 1990

IEC 68-2-45: 1980, En

sion in cleaning @e

: Tests — Test XA and guidance: Immer-

Amendment 2
Amendment 3:
Amendment 4: 1993

IEC 302: 1969, Standard definitions and methods of measurement for piezoelectric vibra-
tors operating over the frequency range up to 30 MHz

IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 444-1: 1984, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a n-network — Part 1: Basic method for the measurement of resonance frequency and
resonance resistance of quartz crystal units by zero phase technique in a n-network
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CEl 444-2: 1980, Mesure des paramétres des quartz piézoélectriques par la technique de
phase nulle dans le circuit en n — Deuxiéme partie: Méthode de décalage de phase pour la
mesure de la capacité dynamique des quartz

CEl 444-3: 1986, Mesure des paramétres des quartz piézoélectriques par la technique .
de phase nulle dans le circuit en n ~ Troisiéme partie: Méthode fondamentale pour la
mesure des paramétres a deux péles des résonateurs & quartz a la fréquence jusqu’a

200 MHz par la technique de phase dans le circuit en © avec compensation de la capacité
paraliéle C,

CEl 444-4: 1988, Mesure des paramétres des quartz piézoélectriques par la technique de
phase nulle dans le circuit en = — Quatriéme partie: Méthode pour la mesure de la
fréquence de résonance a la charge f et de la résistance de résondnce-a la charge R et

CEIl 617, Symboles graphiques pour schémas

CEl 1178-2: 1993, Résonateurs & quartz — Spécificatioq da S CE! d’assurance
de la qualité des composants électroniques (IECQ) 2 {
— Agrément de savoir-faire

CEIl 1178-3: 1993, Résonateurs a quartz — Spécification dans le~Systéeme CE| d'assurance
de la qualité des composants électronique Q
— Homologation

des composants
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;

IEC 444-2: 1980, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a n-network — Part 2: Phase offset method for measurement of motional capacitance of
quartz crystal units

IEC 444-3: 1986, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a n-network — Part 3: Basic method for the measurement of two-terminal parameters of
quartz crystal units up to 200 MHz by phase technique in a n-network with compensation
of the parallel capacitance C,

IEC 444-4: 1988, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique
in a m-network — Part 4: Method for the measurement of the load resonance frequency f
load resonance resistance R, and the calculation of other derived values,
units, up to 30 MHz

IEC 617, Graphical symbols for diagrams
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